
INTRODUÇÃO Á MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA. 

 

Ementa: 

- Funcionalidades dos Microscópios Eletrônicos de Varredura (MEV); 

- Apresentação da coluna do MEV e seus acessórios; 

- Interações do feixe de elétrons com a matéria; 

- Princípio de funcionamento dos principais detectores de radiação e detectores aplicados 

aos MEVs; 

- Princípio de funcionamento do MEV: Diferentes tipos de fontes geradoras de elétrons, 

lentes eletrostáticas e magnéticas; Sinais gerados para a formação de contraste da amostra, 

referente ao tipo do detector; 

- Preparo de amostras para análises no MEV: fixação de materiais sólidos granulado, 

dispersão de grãos nanométricos, desidratação, clivagem por criogenia, evaporação de 

carbono e “sputtering” de camadas metálicas sobre a amostra; 

- Formação e interpretação de imagens; qualidade das imagens; 

- Exemplo de imagens geradas no MEV-FEG de diferentes tipos de amostras; 

- Defeitos e artefatos na imagem; 

- Análise semi quantitativa por Espectroscopia por energia dispersiva (EDS); 

- Aula prática no MEV com geração de imagens de elétrons secundários e imagens de 

elétrons retroespalhados com geração de espectros com EDS. 
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